
JP 2013-531233 A5 2014.5.29

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年5月29日(2014.5.29)

【公表番号】特表2013-531233(P2013-531233A)
【公表日】平成25年8月1日(2013.8.1)
【年通号数】公開・登録公報2013-041
【出願番号】特願2013-513175(P2013-513175)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月8日(2014.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体の動きを検出する回路であって、
　前記物体に付随する磁場に比例するDIFF信号を生成する少なくとも１つの磁場検知エレ
メントであって、前記DIFF信号が現在のサイクルを含む複数のサイクルを有する、少なく
とも１つの磁場検知エレメントと、
　前記物体の動きを示す動き信号を生成するように構成されている少なくとも１つの動き
検出器であって、前記動き信号が、前記DIFF信号の前記サイクルと関連のあるエッジを有
する、少なくとも１つの動き検出器と、
を備えており、該少なくとも１つの動き検出器が、
　　前記DIFF信号を受け取るように結合され、閾値信号を生成するように構成されている
閾値生成回路と、
　　少なくとも１つの閾値選択モジュールであって、前記閾値信号を受け取るように結合
され、前記閾値信号のサンプルをセーブするように構成され、前記現在のサイクルよりも
所定のサイクル数だけ前における前記DIFF信号の直前のサイクルと関連のある前記閾値信
号のサンプルを選択するように構成され、更に前記閾値信号の選択されたサンプルに関係
がある選択閾値信号を生成するように構成されている少なくとも１つの閾値選択モジュー
ルと、
　　前記選択閾値信号を表す信号を受け取るように結合され、前記DIFF信号を受け取るよ
うに結合され、前記選択閾値信号を表す前記信号を前記DIFF信号と比較するように構成さ
れ、前記動き信号を生成するように構成されている比較器と、
を備えている、回路。
【請求項２】
　請求項１記載の回路において、前記少なくとも１つの閾値選択モジュールが、更に、前
記DIFF信号のそれぞれの複数の以前のサイクルと関連のある前記閾値信号の複数のサンプ
ルを選択するように構成されており、前記複数の以前のサイクルの各１つが、それぞれ、
前記現在のサイクルよりも所定サイクル数だけ前にあり、前記少なくとも１つの閾値選択
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モジュールが、更に、
　前記選択閾値信号を生成するために、前記閾値信号の複数のサンプルを組み合わせるよ
うに構成されている機能プロセッサを備えている、回路。
【請求項３】
　請求項２記載の回路において、前記機能プロセッサが、更に、前記選択閾値信号を生成
するために、前記閾値信号の複数のサンプルの平均を取るように構成されている、回路。
【請求項４】
　請求項１記載の回路において、前記少なくとも１つの閾値選択モジュールが、
　前記閾値信号を受け取るように結合され、前記閾値信号を、当該閾値信号のディジタル
・サンプルに変換するように構成されているアナログ／デジタル変換器と、
　前記デジタル・サンプルを受け取るように結合され、複数の前記ディジタル・サンプル
をセーブするように構成されているメモリと、
　前記複数のディジタル・サンプルから選択されたものに関係があるサンプルを受け取る
ように結合され、前記複数のディジタル・サンプルから選択されたものに関係がある前記
選択閾値信号を生成するように構成されているディジタル／アナログ変換器と、
を備えている、回路。
【請求項５】
　請求項４記載の回路において、前記メモリが、多ビット・デジタル・シフト・レジスタ
を含む、回路。
【請求項６】
　請求項１記載の回路において、前記少なくとも１つの閾値選択モジュールが、
　前記閾値信号を受け取るように結合され、前記閾値信号の複数のアナログ・サンプルを
セーブするように構成されているアナログ・メモリと、
　前記複数のアナログ・サンプルの中からアナログ・サンプルを選択するように構成され
、更に前記選択したアナログ・サンプルに関係がある前記選択閾値信号を生成するように
構成されている回路モジュールと、
を備えている、回路。
【請求項７】
　請求項６記載の回路において、前記アナログ・メモリが、アナログ・シフト・レジスタ
を含む、回路。
【請求項８】
　請求項１記載の回路であって、更に、前記閾値信号を前記選択閾値信号と組み合わせて
、前記選択閾値信号を表す信号を供給するように構成されている結合回路を備えている、
回路。
【請求項９】
　請求項１記載の回路であって、更に、前記選択閾値信号を第１および第２の異なる選択
閾値信号に分割し、異なるそれぞれの時点において、前記第１および第２の異なる選択閾
値信号を、前記選択閾値信号を表す信号として供給するように構成されている分割回路を
備えている、回路。
【請求項１０】
　請求項１記載の回路において、前記閾値生成回路が、第１および第２の異なる閾値値信
号を生成するように構成されており、前記少なくとも１つの動き検出器が、第１および第
２閾値選択モジュールを備えており、
　前記第１閾値選択モジュールが、前記第１閾値信号を受け取るように結合され、前記第
１閾値のサンプルをセーブするように構成され、前記現在のサイクルよりも第１の所定の
サイクル数だけ前における前記DIFF信号のサイクルと関連のある前記第１閾値信号のサン
プルを選択するように構成され、更に前記第１閾値信号から選択したサンプルに関係があ
る第１選択閾値信号を生成するように構成されており、
　前記第２閾値選択モジュールが、前記第２閾値信号を受け取るように結合され、前記第
２閾値信号のサンプルをセーブするように構成され、前記現在のサイクルよりも第２所定
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サイクル数だけ前における前記DIFF信号のサイクルと関連のある前記第２閾値信号のサン
プルを選択するように構成され、更に前記第２閾値信号から選択したサンプルに関係があ
る第２選択閾値信号を生成するように構成されており、
　前記回路が、更に、
　前記第１および第２選択閾値信号を受け取るように結合され、異なるそれぞれの時点に
おいて、前記第１および第２選択閾値信号を、前記選択閾値信号を表す信号として供給す
るように構成されている分割回路を備えている、回路。
【請求項１１】
　請求項１記載の回路において、前記閾値生成回路が、
　ＰＤＡＣ更新時間間隔において前記DIFF信号を追跡するために、そして前記ＰＤＡＣ更
新時間期間以外の時間前記DIFF信号を保持するためにＰＤＡＣ出力信号を生成するように
構成されているＰＤＡＣと、
　ＮＤＡＣ更新時間間隔において前記DIFF信号を追跡するために、そして前記ＮＤＡＣ更
新時間間隔以外の時間前記DIFF信号を保持するためにＮＤＡＣ出力信号を生成するように
構成されているＮＤＡＣと、
を備えている、回路。
【請求項１２】
　請求項１１記載の回路において、前記閾値生成回路が、第１端において前記ＰＤＡＣ出
力信号を受け取るように結合され、第２端において前記ＮＤＡＣ出力信号を受け取るよう
に結合され、前記第１および第２端の間にある中間タップにおいて、前記閾値信号を生成
するように構成されている抵抗ラダーを備えている、回路。
【請求項１３】
　請求項１１記載の回路において、前記閾値生成回路が、
　前記ＰＤＡＣ出力信号を受け取るように結合され、第１閾値信号を生成するように構成
されている第１電圧源と、
　前記ＮＤＡＣ出力信号を受け取るように結合され、第２の異なる閾値信号を生成するよ
うに構成されている第２の異なる電圧源と、
を備えている、回路。
【請求項１４】
　請求項１記載の回路において、前記閾値生成回路が、前記DIFF信号を追跡する追跡信号
を受け取るように結合されている抵抗ラダーを備えている、回路。
【請求項１５】
　請求項１記載の回路において、前記少なくとも１つの磁場検知エレメントが、RDIFF信
号およびLDIFF信号を生成する少なくとも２つの磁場検知エレメントを備えており、前記R
DIFF信号が現在のRDIFFサイクルを含む複数のサイクルを有し、前記LDIFF信号が現在のLD
IFFサイクルを含む複数のサイクルを有し、前記少なくとも１つの動き検出器が、前記RDI
FFおよびLDIFF信号をそれぞれ受け取るように結合されている第１および第２動き検出器
を備えており、前記第１動き検出器が、前記物体の動きを示す第１動き信号を生成するよ
うに構成されており、前記第２動き検出器が、前記物体の動きを示す第２動き信号を生成
するように構成されている、回路。
【請求項１６】
　請求項１５記載の回路において、前記第１動き検出器および前記第２動き検出器が、前
記RDIFF信号およびLDIFF信号をそれぞれ追跡するために、第１および第２のそれぞれの追
跡信号を生成するように構成されている、回路。
【請求項１７】
　請求項１６記載の回路において、前記第１動き検出器が、
　第１ＰＤＡＣ更新時間間隔の間前記RDIFF信号を追跡するために、そして前記第１ＰＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記RDIFF信号を保持するために、第１ＰＤＡＣ出力信号
を生成するように構成されている第１ＰＤＡＣと、
　第１ＮＤＡＣ更新時間間隔の間前記RDIFF信号を追跡するために、そして前記第１ＮＤ
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ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記RDIFF信号を保持するために、第１ＮＤＡＣ出力信号
を生成するように構成されている第１ＮＤＡＣと、
　前記RDIFF信号を受け取るように構成され、第１動き検出器閾値信号を生成するように
構成されている、第１閾値生成回路と、
　前記第１動き検出器閾値信号を受け取るように結合され、前記第１動き検出器閾値信号
のサンプルをセーブするように構成され、前記現在のRDIFFサイクルよりも第１の所定サ
イクル数だけ前における前記RDIFF信号のサイクルと関連のある前記第１動き検出器閾値
信号のサンプルを選択するように構成され、更に前記第１動き検出器閾値信号から選択し
た前記サンプルに関係がある第１選択閾値信号を生成するように構成されている第１の少
なくとも１つの閾値選択モジュールと、
を備えており、
　前記比較器が、
　前記第１選択閾値信号を表す信号を受け取るように結合され、前記RDIFF信号を受け取
るように結合され、前記第１選択閾値信号を表す信号を前記RDIFF信号と比較するように
構成され、更に前記第１動き信号を生成するように構成されている第１比較器を備えてお
り、
　前記第２動き検出器が、
　第２ＰＤＡＣ更新時間間隔の間前記LDIFF信号を追跡するために、そして前記第２ＰＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記LDIFF信号を保持するために、第２ＰＤＡＣ出力信号
を生成するように構成されている第２ＰＤＡＣと、
　第２ＮＤＡＣ更新時間間隔の間前記LDIFF信号を追跡するために、そして前記第２ＮＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記LDIFF信号を保持するために、第２ＮＤＡＣ出力信号
を生成するように構成されている第２ＮＤＡＣと、
　前記LDIFF信号を受け取るように構成され、第２動き検出器閾値信号を生成するように
構成されている第２閾値生成回路と、
　前記第２動き検出器閾値信号を受け取るように結合され、前記第２動き検出器閾値信号
のサンプルをセーブするように構成され、前記現在のLDIFFサイクルよりも第２の所定サ
イクル数だけ前における前記LDIFF信号のサイクルと関連のある前記第２動き検出器閾値
信号のサンプルを選択するように構成され、更に前記第２動き検出器閾値信号から選択し
た前記サンプルに関係がある第２選択閾値信号を生成するように構成されている第２の少
なくとも１つの閾値選択モジュールと、
を備えており、
　前記比較器が、更に、
　前記第２選択閾値信号を表す信号を受け取るように結合され、前記LDIFF信号を受け取
るように結合され、前記第２選択閾値信号を表す信号を前記LDIFF信号と比較するように
構成され、更に前記第２動き信号を生成するように構成されている第２比較器を備えてい
る、回路。
【請求項１８】
　物体の動きを検出する方法であって、
　前記物体に付随する磁場に比例するDIFF信号を生成するステップであって、前記DIFF信
号が現在のサイクルを含む複数のサイクルを有する、ステップと、
　前記物体の動きを示す動き信号を生成するステップであって、前記動き信号が、前記DI
FF信号のサイクルと関連のあるエッジを有する、ステップと、
を備えており、前記動き信号を生成するステップが、
　前記DIFF信号にしたがって閾値信号を生成するステップと、
　前記閾値信号のサンプルをセーブするステップと、
　前記現在のサイクルよりも所定のサイクル数だけ前における前記DIFF信号の直前のサイ
クルと関連のある前記閾値信号のサンプルを選択するステップと、
　前記閾値信号から選択した前記サンプルに関係がある選択閾値信号を生成するステップ
と、
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　前記動き信号を生成するために、前記選択閾値信号を表す信号を前記DIFF信号と比較す
るステップと、
を備えている、方法。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法において、更に、
　前記DIFF信号の複数のサイクルのそれぞれと関連のある前記閾値信号の複数のサンプル
を選択するステップであって、前記複数のサイクルの各１つが、前記現在のサイクルより
もそれぞれ所定サイクル数だけ前である、ステップと、
　前記選択閾値信号を生成するために、前記閾値信号の前記複数のサンプルを組み合わせ
るステップと、
を備えている、方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法において、前記組み合わせるステップが、前記選択閾値信号を生
成するために、前記閾値信号の前記複数のサンプルの平均を取るステップを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１８記載の方法において、前記セーブするステップが、
　前記閾値信号をディジタル・サンプルに変換するステップと、
　複数の前記ディジタル・サンプルをセーブするステップと、
を含み、前記選択閾値信号を生成するステップが、
　前記複数のディジタル・サンプルから選択したものに関係があるサンプルにしたがって
、前記選択閾値信号を生成するステップを含む、方法。
【請求項２２】
　請求項２１記載の方法において、前記複数のディジタル・サンプルをセーブするステッ
プが、前記複数のディジタル・サンプルを多ビット・ディジタル・シフト・レジスタにセ
ーブするステップを含む、方法。
【請求項２３】
　請求項１８記載の方法において、前記セーブするステップが、
　前記閾値信号のアナログ・サンプルをセーブするステップを含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２３記載の方法において、前記アナログ・サンプルをセーブするステップが、ア
ナログ・シフト・レジスタを備えているアナログ・メモリに、前記閾値信号の前記アナロ
グ・サンプルをセーブするステップを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項１８記載の方法であって、更に、前記選択閾値信号を表す前記信号を供給するた
めに、前記閾値信号を前記選択閾値信号と組み合わせるステップを備えている、方法。
【請求項２６】
　請求項１８記載の方法であって、更に、
　前記選択閾値信号を、第１および第２の異なる選択閾値信号に分割するステップと、
　異なるそれぞれの時点において、前記第１および第２の異なる選択閾値信号を、前記選
択閾値信号を表す前記信号として供給するステップと、
を備えている、方法。
【請求項２７】
　請求項１８記載の方法において、前記閾値信号を生成するステップが、第１および第２
の異なる閾値信号を生成するステップを含み、前記閾値信号の前記サンプルをセーブする
ステップが、
　前記第１閾値信号のサンプルをセーブするステップと、
　前記第２の異なる閾値信号のサンプルをセーブするステップと、
を含み、前記閾値信号から前記サンプルを選択するステップが、
　前記現在のサイクルよりも第１の所定サイクル数だけ前における前記DIFF信号のサイク
ルと関連のある前記第１閾値信号のサンプルを選択するステップと、
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　前記現在のサイクルよりも第２の所定サイクル数だけ前における前記DIFF信号のサイク
ルと関連のある前記第２の異なる閾値信号のサンプルを選択するステップと、
を含み、
　前記選択閾値信号を生成するステップが、
　前記第１閾値信号から選択したサンプルに関係がある第１選択閾値信号を生成するステ
ップと、
　前記第２閾値信号から選択したサンプルに関係がある第２選択閾値信号を生成するステ
ップと、
を含み、
　前記方法が、更に、
　異なるそれぞれの時点において、前記第１および第２選択閾値信号を、前記選択閾値信
号を表す前記信号として供給するステップを備えている、方法。
【請求項２８】
　請求項１８記載の方法において、前記追跡信号を生成するステップが、
　ＰＤＡＣ更新時間間隔の間前記DIFF信号を追跡するために、そして前記ＰＤＡＣ更新時
間間隔以外のときに前記DIFF信号を保持するために、ＰＤＡＣ出力信号を生成するステッ
プと、
　ＮＤＡＣ更新時間間隔の間前記DIFF信号を追跡するために、そして前記ＮＤＡＣ更新時
間間隔以外のときに前記DIFF信号を保持するために、ＮＤＡＣ出力信号を生成するステッ
プと、
を含む、方法。
【請求項２９】
　請求項２８記載の方法において、前記閾値信号を生成するステップが、
　抵抗ラダーの第１端において前記ＰＤＡＣ出力信号を受け取るステップと、
　前記抵抗ラダーの第２端において前記ＮＤＡＣ出力信号を受け取るステップと、
　前記第１および第２端の間にある中間タップにおいて、前記閾値信号を生成するステッ
プと、
を含む、方法。
【請求項３０】
　請求項２８記載の方法において、前記閾値信号を生成するステップが、
　第１電圧源によって前記ＰＤＡＣ出力信号を受け取るステップと、
　第２電圧源によって前記ＮＤＡＣ出力信号を受け取るステップと、
を含み、前記閾値信号を生成するステップが、
　前記第１電圧源によって第１閾値信号を生成するステップと、
　前記第２電圧源によって第２の異なる閾値信号を生成するステップと、
を含む、方法。
【請求項３１】
　請求項１８記載の方法において、前記閾値信号を生成するステップが、
　抵抗ラダーによって前記追跡信号を受け取るステップと、
　前記抵抗ラダーの中間タップにおいて、前記閾値信号を生成するステップと、
を含む、方法。
【請求項３２】
　請求項１８記載の方法において、前記DIFF信号を生成するステップが、
　RDIFF信号を生成し、LDIFF信号を生成するステップであって、各信号が前記磁場に比例
する、ステップを含み、前記RDIFF信号が現在のRDIFFサイクルを含む複数のサイクルを有
し、前記LDIFF信号が現在のLDIFFサイクルを含む複数のサイクルを有し、前記動き信号を
生成するステップが、
　前記RDIFF信号にしたがって第１動き信号を生成するステップと、
　前記LDIFF信号にしたがって第２動き信号を生成するステップと、
を含む、方法。
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【請求項３３】
　請求項３２記載の方法において、前記追跡信号を生成するステップが、
　前記RDIFF信号を追跡し、前記RDIFF信号のピークを保持する第１追跡信号を生成するス
テップと、
　前記LDIFF信号を追跡し、前記LDIFF信号のピークを保持する第２追跡信号を生成するス
テップと、
を含む、方法。
【請求項３４】
　請求項３３記載の方法において、前記第１追跡信号を生成するステップが、
　第１ＰＤＡＣ更新時間間隔の間前記RDIFF信号を追跡するために、そして前記第１ＰＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記RDIFF信号を保持するために第１ＰＤＡＣ出力信号を
生成するステップと、
　第１ＮＤＡＣ更新時間間隔の間前記RDIFF信号を追跡するために、そして前記第１ＮＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記RDIFF信号を保持するために第１ＮＤＡＣ出力信号を
生成するステップと、
を含み、
　前記第２追跡信号を生成するステップが、
　第２ＰＤＡＣ更新時間間隔の間前記LDIFF信号を追跡するために、そして前記第２ＰＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記LDIFF信号を保持するために第２ＰＤＡＣ出力信号を
生成するステップと、
　第２ＮＤＡＣ更新時間間隔の間前記LDIFF信号を追跡するために、そして前記第２ＮＤ
ＡＣ更新時間間隔以外のときに前記LDIFF信号を保持するために第２ＮＤＡＣ出力信号を
生成するステップと、
を含み、
　前記閾値信号を生成するステップが、
　前記第１ＰＤＡＣ出力信号または前記第１ＮＤＡＣ出力信号の内少なくとも１つに関係
がある第１動き検出器閾値信号を生成するステップと、
　前記第２ＰＤＡＣ出力信号または前記第２ＮＤＡＣ出力信号の内少なくとも１つに関係
がある第２動き検出器閾値信号を生成するステップと、
を含み、
　前記閾値信号の前記サンプルをセーブするステップが、
　前記第１動き検出器閾値信号のサンプルをセーブするステップと、
　前記第２動き検出器閾値信号のサンプルをセーブするステップと、
を含み、
　前記閾値信号から前記サンプルを選択するステップが、
　前記現在のRDIFFサイクルよりも第１の所定サイクル数だけ前における前記RDIFF信号の
サイクルと関連のある前記第１動き検出器閾値信号のサンプルを選択するステップと、
　前記現在のLDIFFサイクルよりも第２の所定サイクル数だけ前における前記DLIFF信号の
サイクルと関連のある前記第２動き検出器閾値信号のサンプルを選択するステップと、
を含み、
　前記選択閾値信号を生成するステップが、
　前記第１動き検出器閾値信号から選択した前記サンプルに関係がある第１選択閾値信号
を生成するステップと、
　前記第２動き検出器閾値信号から選択した前記サンプルに関係がある第２選択閾値信号
を生成するステップと、
を含み、
　前記比較するステップが、
　前記第１動き信号を生成するために、前記第１選択閾値信号を表す第１信号を、前記RD
IFF信号と比較するステップと、
　前記第２動き信号を生成するために、前記第２選択閾値信号を表す第２信号を、前記LD
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IFF信号と比較するステップと、
を含む、方法。
【請求項３５】
　物体の動きを検出する方法であって、
　少なくとも１つの磁場検知エレメントによって磁場信号を生成するステップであって、
前記磁場信号が、前記物体に付随する磁場に比例し、前記磁場信号が、現在のサイクルを
含む複数のサイクルを有する、ステップと、
　前記磁場信号の少なくとも一部を追跡する追跡信号を生成するステップと、
　前記現在のサイクルに先立つ前記磁場信号の以前のサイクルにしたがって、選択閾値信
号を生成するために、前記追跡信号を用いるステップと、
を備えている、方法。
【請求項３６】
　請求項３５記載の方法において、前記物体が回転するように構成されており、前記現在
のサイクルに先立つ前記磁場信号のサイクルが、前記物体の過去の回転と関連がある、方
法。
【請求項３７】
　請求項３５記載の方法において、前記物体が回転するように構成されており、前記物体
が、前記少なくとも１つの磁場検知エレメントに最も近接して通過するときに前記サイク
ルと関連がある構造(feature)を有し、前記現在のサイクルに先立つ前記磁場信号のサイ
クルが、以前に前記少なくとも１つの磁場検知エレメントに最も近づいて通過した前記物
体の構造と関連がある、方法。
【請求項３８】
　請求項３５記載の方法において、前記用いるステップが、
　前記現在のサイクルよりも第１の所定サイクル数だけ前における前記追跡信号の第１サ
ンプルを選択するステップと、
　前記現在のサイクルよりも第２の所定サイクル数だけ前における前記追跡信号の第２サ
ンプルを選択するステップと、
　前記第１および第２サンプルを組み合わせるステップと、
を含む、方法。
【請求項３９】
　請求項３８記載の方法において、前記組み合わせるステップが、前記第１および第２サ
ンプルの平均を取るステップを含む、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　部分２２０ａ、２２０ｂの各１つのサイクルは、磁場検知エレメント、例えば、図１Ａ
の磁場検知エレメント５２ａ～５２ｃのそばを通過するギア歯、例えば、図１Ａのギア歯
２４ａ～２４ｃを示す。部分２２０ａ、２２０ｂは、各々、図１のギア２４の同じ位置（
回転角度）における異なる回転を示す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　これより図５を参照すると、物体の動きを検出する回路３００（即ち、動き検出器３０
０）は、物体（例えば、図１および図１Ａのギア２４）に付随する磁場に比例するDIFF信
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号３０６ａを生成する、少なくとも１つの磁場検知エレメント（図示せず、例えば、図１
Ａの５２ａ～５２ｃ）を含み、DIFF信号３０６ａは、現在のサイクルを含む複数のサイク
ルを含む。回路３００は、物体の動きを示す動き信号３０８ａを生成するように構成され
ている少なくとも１つの動き検出器３００を設け、動き信号３０８ａは、DIFF信号３０６
ａのサイクルと関連のあるエッジを有する。少なくとも１つの動き検出器３００は、DIFF
信号３０６ａを受け取るように結合され、閾値信号３２０ａを生成するように構成されて
いる閾値生成回路３２０（ここでは、閾値検出器３２０）を含むことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３６】
　これより図６を参照すると、図５と同様のエレメントには同様の参照符号が付けられて
示されており、回路３５０は、図５の回路３００と同様の特性を有することができる。し
かしながら、図５に示したアナログ回路の一部が、対応するディジタル回路に置き換えら
れている。例えば、図５の閾値生成回路３２０は、閾値生成回路３７０と置き換えること
ができる。閾値生成回路３７０は、図５の追跡回路３２２および閾値識別回路３２４を、
それぞれ、論理回路３７２、３７４として実装する。閾値生成回路３７０は、DIFF信号３
５２ａを受け取るように結合されており、DIFF信号３５２ａは、アナログ／デジタル変換
器３５２によってディジタル化され、閾値生成回路３７０は閾値信号３７０ａを生成する
ように構成されている。閾値信号３７０ａもディジタル信号である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図２Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２Ａ】
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図６】
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